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Описаны эксперименты по измерению плотности, проведенные на установке FTU с помощью двухчастотного импульсного времяпролетного рефрактометра (ДИВР). Данный прибор [1] был разработан на основе успешного применения одночастотного импульсного времяпролетного рефрактометра (ИВР) на токамаках Т-11 М [2] и FTU [3].

Как известно, в ИВР производятся прямые измерения времени распространения корот​ких (длительностью в несколько наносекунд) микроволновых импульсов в плаз​ме [2]. При этом, поскольку в этом приборе фазовые измерения не используются, отпадает необходимость отслеживания предыстории сигнала, как это имеет место в большинстве классических фазовых интерферометров. Метод ИВР был предложен также для измерения средней плотности и управления плотностью на токамаке ITER [4], с использованием окна прозрачности в диапазоне частот 50 - 100 ГГц при зондировании плазмы на необыкновенной волне (электрическое поле вол​ны перпендикулярно направлению магнитного поля в плазме). Зондирование на необыкновенной волне позволяет использовать относительно низкие частоты микроволн, тем самым существенно упрощая проблему «первого зеркала», характерную для диагностик в ITER с применением э/м волн в ИК- и оптической области. Кроме того, в этом случае значительно расширяется диапазон измеряемой плотности в сторону высоких плотностей (для заданной зондирующей частоты), что показали эксперименты на FTU [3], где были измерены плотности плазмы до 1014 см-3 при зондировании на частоте 60 ГГц.

К сожалению, во многих случаях использования одночастотного ИВР (при работе в нелинейном режиме), измеренные времена задержки в плазме зависят не только от интеграла плотности, но также и от профиля плотности. Использование же ДИВР позволяет исключить эту зависимость и определять плотность независимо от вида профиля плотности.
Описаны эксперименты по измерению плотности, проведенные на установке FTU с помощью ДИВР. Представлены результаты этих экспериментов. Обнаружено образование слоя с высокой плотностью в области сильного магнитного поля (MARFE-слоя [5]) в условиях относительно невысокой (для установки FTU) плотности ~ 6(1013 см-3. Проведены оценки параметров плазмы в MARFE-слое. Значение плотности основной плазмы, определенное из данных ДИВР, хорошо согласуется с величиной, полученной с помощью сканирующего ИК-интерферометра [6] FTU.
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